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Analyseverfahren bei nanoAnalytics

Die folgende Liste gibt einen Uberblick iiber die bei uns eingesetzten Analy- i
se— und Praparationstechniken. Die Verfahren sind direkt am Standort il
Miinster verfugbar bzw. werden im Rahmen langjihriger Kooperationen &

durch Partnerlaboratorien bereitgestellt. L

Fiir die Bearbeitung oberflachenanalytischer Fragestellungen werden von uns insbe-
sondere folgende Methoden eingesetzt:

« Rasterelektronenmikroskopie und Rontgenmikrobereichsanalytik (REM / EDX)

« Photoelektronenspektrometrie (ESCA / XPS)

« Sekundirionenmassenspektrometrie (TOF-SIMS)

« Optische WeifSlichtprofilometrie

« Rasterkraftmikroskopie (AFM)

« Optische Mikroskopie (Fluoreszenz, Polarisation, DIC)

Erginzend bieten wir Thnen auch die folgenden Methoden an:
« Infrarotspektroskopie/-mikroskopie (FTIR / ATR)

« Kontaktwinkelmessungen

« Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

« Nano- und Mikroindentation

+ Glimmentladungsspektroskopie (GDOS)

« Sekundirionen-Neutralteilchenmassenspektroskopie (SNMS)

« Mikro-Computertomographie

Spezielle Praparationstechniken
« Cryo-Briiche
« Ultramikrotomanschnitte
(auch unter Cryo-Bedingungen)
« Erstellung von Quer— und Zielschliffen
« Praparation mittels Focussed Ion Beam (FIB)
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